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Figure 1 — Puissance de charge type P et conditign

Tableau 1 — Conditions d'essai
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Figure 1 — Typical load power P and temperature

Table 1 — Test conditions
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

) DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 34: Cycles en puissance

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mopfdiale N\de normalisation

5) La CEl n’a prévu au

de justice) e
toute autre F

9) L’attention & 5 ¢ fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
S opriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour

responsable de ne pagavoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60749-34 a été établie par le comité d'études 47 de la CEl:
Dispositifs a semiconducteurs.

Cette norme annule et remplace la CEI/PAS 62206 publiée en 2000. Cette premiére édition
constitue une révision technique.

Cette version bilingue, publiée en 2005-11, correspond a la version anglaise.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 47/1738/FDIS et 47/1748/RVD.

Le rapport de vote 47/1748/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 34: Power cycling

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for st
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object| of IEC\s to promote

international co-operation on all questions concerning standardization in the electfical and
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Stangd Wi e ifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides e “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; a ittee’interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. i 9
governmental organizations liaising with the IEC also participate in fki . |E aborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accorda v
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matt S possible, an international

consensus of opinion on the relevant subjects since eac
interested IEC National Committees.

3)
4)
5)
6)
7) mployees, servants or agents including individual experts and
ational Committees for any personal injury, property damage or
whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
he publi t|on use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
8) ¢ references cited in this publication. Use of the referenced publications is
9) AttentionN M o ibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of

~JEC'shaN note held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60749-34 has been prepared by IEC technical committee 47:
Semiconductor devices.

This standard cancels and replaces IEC/PAS 62206 published in 2000. This first edition
constitutes a technical revision.

This bilingual version, published in 2005-11, corresponds to the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1738/FDIS 47/1748/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.
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La version francaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 60749 comprend les parties suivantes sous le titre général Dispositifs a semi-
conducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et climatiques:

Partie 1:  Généralités

Partie 2: Basse pression atmosphérique

Partie 3: Examen visuel externe

Partie 4: Essai continu fortement accéléré de contrainte de chaleur humide (HAST)

Partie 5:  Essai continu de durée de vie sous température et humidité avec polarisation
Partie 6: Stockage a haute température

Partie 7:  Mesure de la teneur en humidité interne et analyse des au
Partie 8:  Etanchéité

Partie 9: Permanence du marquage
Partie 10: Chocs mécaniques

Partie 11: Variations rapides de température - Méthode dg
Partie 12: Vibrations, fréquences variables
Partie 13 : Atmosphére saline

Partie 14: Robustesse des sorties (intégrité de
Partie 15: Reésistance a la températupéde soud
Partie 16: Détection de bruit d'impact\de pa
Partie 17: Irradiation aux neutrons
Partie 18: Rayonnements ionisants (dose
Partie 19: Résistance de ta\pastjle-au'\Ci
Partie 20:

Partie 21:

Partie 22: Rob
Partie 23 : Durée de
Partie 24:
Partie 25:
Partie 26:

Partie 27:

Partie 28: ensibilité aux décharges électrostatiques (DES) — Modéle de dispositif

chargé (CDM) 1
Partie 29: Essai de verrouillage

Partie 30: Préconditionnement des composants pour montage en surface non hermétiques
avant les essais de fiabilité

Partie 31: Inflammabilité des dispositifs a encapsulation plastique (cas d'une cause interne
d'inflammation)

Partie 32: Inflammabilité des dispositifs a encapsulation plastique (cas d'une cause
extérieure d'inflammation)

Partie 33: Reésistance a I'humidité accélérée - autoclave sans polarisation

Partie 34: Cycles en puissance

Partie 35: Microscopie acoustique pour composants électroniques a bofitier plastique *
Partie 36: Accélération constante
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